


























专利名称(译) 脑电图测量仪

公开(公告)号 US20200107742A1 公开(公告)日 2020-04-09

申请号 US16/585043 申请日 2019-09-27

[标]申请(专利权)人(译) 日本光电工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日本光电公司

当前申请(专利权)人(译) 日本光电公司

[标]发明人 MASE RYUZO

发明人 NAKAGAWA, MICHINORI
MASE, RYUZO

IPC分类号 A61B5/0478 A61B5/00

CPC分类号 A61B2562/04 A61B5/7415 A61B5/0478 A61B5/6806 A61B2560/0418 A61B2562/0209

优先权 2018184190 2018-09-28 JP
2019164326 2019-09-10 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

脑波测量装置包括：第一电极，其被放置在被检者的头部的第一位置；
以及 第二电极，其将被放置在受试者的第二位置； 至少支撑第一电极的
主体具有要由使用者的手握住的部分。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5fe09416-cb42-4149-acd5-052a73405ba5
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/070051504/publication/US2020107742A1?q=US2020107742A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220200107742%22.PGNR.&OS=DN/20200107742&RS=DN/20200107742

